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ABSTRACT 
 

CenPRA has developed the gate arrays chips GA2500 and GAAL2500, configurable by the last metal layer. This 
development is done in the AGATA design environment, responsible by the layout of the configurable layer and the 
simulations to check the functionality of the circuit. The application of the CenPRA qualification method to GAAL2500 
involves a great effort in the development of structures, circuits and procedures, since this gate array and its design 
environment are in the verification stage. This work describes the chips GATST1M and GATST1A, developed to evaluate 
the correct work of the gate array GAAL2500 and also eventual errors occurred during the development of this chip and its 
design environment AGATA version Beta 2.5. 

 
RESUMO 

 
O Centro de Pesquisas Renato Archer (CenPRA) desenvolveu as matrizes digitais configuráveis (gate arrays) GA2500 e 
GAAL2500, personalizáveis pela última camada de metal. A aplicação do método de qualificação desenvolvido pelo 
CenPRA à matriz GAAL2500 exige um esforço bastante grande no desenvolvimento de estruturas, circuitos e 
procedimentos de teste, uma vez que esta encontra-se em fase de verificação tanto do layout como do ambiente de projeto. 
Este trabalho descreve os chips GATST1M e GATST1A, desenvolvidos com o objetivo de verificar o correto 
funcionamento da matriz GAAL2500 assim como criar a possibilidade de localização de eventuais erros ocorridos durante 
o seu desenvolvimento e de seu ambiente de projeto AGATA versão Beta 2.5. 
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ABSTRACT 
 

O Centro de Pesquisas Renato Archer (CenPRA) 
desenvolveu as matrizes digitais configuráveis (gate 
arrays) GA2500 e GAAL2500, personalizáveis pela 
última camada de metal. A aplicação do método de 
qualificação desenvolvido pelo CenPRA à matriz 
GAAL2500 exige um esforço bastante grande no 
desenvolvimento de estruturas, circuitos e 
procedimentos de teste, uma vez que esta encontra-se em 
fase de verificação tanto do layout como do ambiente de 
projeto.. 

Este trabalho descreve os chips GATST1M e 
GATST1A, desenvolvidos com o objetivo de verificar o 
correto funcionamento da matriz GAAL2500 assim 
como criar a possibilidade de localização de eventuais 
erros ocorridos durante o seu desenvolvimento e de seu 
ambiente de projeto AGATA versão Beta 2.5. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O Centro de Pesquisas Renato Archer (CenPRA) 
desenvolveu as matrizes digitais configuráveis (gate 
arrays) GA2500 [1] e GAAL2500 [2], personalizáveis 
pela última camada de metal. Um dos resultados finais 
deste desenvolvimento é a possibilidade de obtenção de 
protótipos e circuitos dedicados, obtidos através de um 
rápido ciclo de desenvolvimento e com baixo custo. Tais 
circuitos são especialmente interessantes para as micro e 
pequenas empresas que poderiam contar assim com uma 
opção de custo acessível para obter produtos de maior 
qualidade, com maior nível de integração e sigilo. O 
desenvolvimento do circuito dedicado é feito no 
ambiente de projeto AGATA [3] que elabora o layout da 
camada configurável bem como faz as simulações para 
verificação de funcionamento. 

Os produtos e serviços deste projeto devem atender 
aos requisitos de qualidade do CenPRA, estabelecidos 
num método de qualificação [4] que é orientado por duas 
normas internacionais: a norma militar MIL-M-
38510/605B [5] e a ISO Guide 25 [6]. Este método de 
qualificação apoia-se na premissa que, ao garantir que as 

células básicas, o ambiente de projeto e o processo de 
personalização das matrizes configuráveis estão 
qualificados, a qualidade do produto final está 
assegurada. 

A aplicação de todo o método de qualificação à 
matriz GAAL2500 exige um esforço bastante grande no 
desenvolvimento de estruturas, circuitos e 
procedimentos de teste. Deve-se considerar contudo que 
a matriz GAAL2500 encontra-se em fase de verificação 
tanto do layout como do ambiente de projeto. Possíveis 
erros ainda não detectados podem comprometer o 
esforço de qualificação. É necessário portanto construir 
chips de teste que verifiquem o correto funcionamento 
da matriz assim como criem a possibilidade de 
localização de eventuais erros ocorridos durante o seu 
desenvolvimento e de seu ambiente de projeto. 

Este trabalho descreve os chips GATST1M e 
GATST1A, desenvolvidos com o objetivo de fazer a 
qualificação preliminar da matriz GAAL2500 e seu 
ambiente de  projeto AGATA versão Beta 2.5. 

 
2. O CHIP GATST1M 

 
O chip GATST1M foi desenvolvido inteiramente dentro 
do ambiente Mentor Graphics e possui várias estruturas 
de teste que permitem o teste funcional isolado das 
células lógicas da biblioteca do GAAL2500. As células 
possuem micropads para teste em wafer (Figura 1). O 
chip possui também estruturas para caracterização de 
transistores do core e osciladores em anel (Figura 2), 
utilizados para a obtenção do tempo de atraso de 
algumas células lógicas da biblioteca. O objetivo do 
desenvolvimento do chip é verificar a funcionalidade das 
células lógicas e de I/O, sem a influência do ambiente de 
projeto, assim como exercitar parte da área configurável 
do chip buscando possíveis erros na matriz. 

Um circuito SEC4x4C [7], destinado a ensaios de 
confiabilidade também foi construído neste chip como 
primeira aplicação da matriz e pela sua propriedade de 
localização de falhas internas ao circuito. O layout do 
chip é ilustrado na Figura 3. 
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Figura 2: (a) Layout da estrutura de teste A. (b) Diagrama de conexões correspondente 
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Figura 2: (a) Layout dos osciladores em anel com inversores e inversores tri-state 
(b e c) Diagramas esquemáticos correspondentes 

 



 
 

Figura 3: Layout do nível de metal do chip GATST1M 
 

 
3. O CHIP GATST1A 
 

O chip GATST1A foi desenvolvido inteiramente no 
ambiente de projeto AGATA e consiste de um conjunto 
de portas lógicas conectadas a pads de forma a permitir o 
teste isolado de cada uma delas. Um circuito SEC4x4C 

também foi descrito e colocado no chip. O chip foi 
montado em dois encapsulamentos, cada um deles dando 
acesso a células lógicas diferentes, como ilustra a Figura 
4. A Figura 5 mostra o layout da camada de metal deste 
chip. 

 

  
 

Figura 4: Encapsulamentos do chip GATST1A 
 



 
 

Figura 5: Layout do nível de metal do chip GATST1A 
 
 
 

4. CONCLUSÃO 
 

Dois chips de teste, GATST1A e GATST1M foram 
apresentados. Tais chips têm como objetivo construir 
estruturas e circuitos na matriz GAAL2500 como 
primeira aplicação desta matriz, uma vez que esta 
encontra-se em fase de desenvolvimento. Foi possível a 
partir destes chips fazer a verificação funcional das 
células lógicas e de I/O, com alguns resultados já 
divulgados em trabalhos anteriores [8,9], bem como 
avaliar a existência de possíveis erros de layout. O 
desenvolvimento destes chips é preparação para a 
qualificação da matriz GAAL2500 segundo o método de 
qualificação de gate arrays do CenPRA. 
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